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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ETALONNAGE DES REFLECTOMETRES OPTIQUES
DANS LE DOMAINE DE TEMPS (OTDR)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisatior
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La.CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dan. les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des .'orn.>s
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accecsiblez au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confie > a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peu' par cip:r. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la C7l, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Mormalis xtion (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques repr®senwc:=*, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comitcs nat bnaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandation. intei 1ationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnable. scat entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CE ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite pa u 1 auelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager 'uniformité internationale, les Comités n7uunau.  de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Fublicatior s de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre tout(s F 'blicctions de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre indique »s e. termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl n’a prévu aucune procédure de marquage vilant irndication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes & ine de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée-a a Cdl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particulie.s o les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEl, pour tout préjudice c~usc.«n cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit di‘ecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant.de "3 pr.blication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ouv au ~rédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les réfi-an.es normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire poui 'ne auplication correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur 2 1.t a’.e certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de pro, -iété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pa~ ~voi identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internation:!c CEl 61746 a été établie par le comité d'études 86 de la CEIl: Fibres
optiques.

Cette deux:>mu édition annule et remplace la premiere édition parue en 2001. Cette
deuxierme édiuon constitue une révision technique. Les changements techniques spécifiques
incluant 'e développement de I'Article 9, « Etalonnage de la réflectance », et I'introduction
des Annc tes E, F et G.

|_e =xte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86/230/FDIS 86/232/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CALIBRATION OF OPTICAL TIME-DOMAIN
REFLECTOMETERS (OTDR)

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fiela.. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifi.atio. s,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to..as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee in. rested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governn =ata. an1 non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collab >rates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions de.>rmined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as<nearn, as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical ccmmi.‘ee he s representation
from all interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use a\ *! are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure thc* tt.e technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in whicn they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Comm’ueces (ndertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their natitnal and "egional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding nationa or 1 >gio..=: publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its apirova!l and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Public. tior.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, >mp'oyees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC Nctic2al Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever.=rheh>r direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publicatior. »se of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative -efe. »nces cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct app:..2ati 'n of this publication.

Attention is drawn to the po/ sitility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall no’ be relr responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standera 'EC 61746 has been prepared by IEC technical committee 86: Fibre
optics.

This seccnd «ditiun cancels and replaces the first edition published in 2001. It constitutes a
technical rcvision. Specific technical changes include the development of Clause 9,
“Reflectance calibration,” and the introduction of Annexes E, F and G.

The *ext cf this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86/230/FDIS 86/232/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

* amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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ETALONNAGE DES REFLECTOMETRES OPTIQUES
DANS LE DOMAINE DE TEMPS (OTDR)

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale fournit des procédures destinées a I'étalonnage des
réflectométres optiques dans le domaine de temps pour fibres unimodales (OTDR). Elle ne
traite que des erreurs de mesure et incertitudes de 'OTDR.

Cette norme ne couvre pas la correction de la réponse de 'OTDR.

Pour qu’'un OTDR puisse étre étalonné complétement selon la présente norme, il faut qu’il
soit au minimum équipé des fonctions et dispositifs suivants:

a) un indice de réfraction programmable, ou un parametre équivalent;

b) la possibilité d’afficher une représentation graphique du signal, avec une échelle de
puissance logarithmique et une échelle de distance linéaire;

c) deux marqueurs ou curseurs, qui affichent I'affaiblissement et la distance entre deux
points quelconques de la courbe affichée du signal;

d) la possibilité de mesurer la distance absolue (position) a partir du point de référence zéro
de 'OTDR;

e) la possibilité de mesurer le niveau de puissance affiché par rapport a un niveau de
référence (par exemple le niveau de saturation).

f) la possibilité d’évaluer la réflectance d’'un événement réfléchissant.
2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60793-1 (toutes les parties), Fibres optiques — Partie 1. Méthodes de mesure et
procédures d'essai

CEI 60793-1-40, Fibres optiques — Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai —
Affaiblissement

CEI 60794-1-2, Cébles a fibres optiques — Partie 1-2: Spécification générique — Procédures
de base applicables aux essais des cables optiques

CEl 61300-3-2, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures — Partie 3-2: Examens et mesures —
Dépendance a la polarisation de [I'affaiblissement dans un dispositif pour fibres optiques
monomodes

Recommandation UIT-T G.650.1:2004, Définitions et méthodes de test applicables aux
attributs linéaires déterministes des fibres et cables optiques monomodes

Recommandation UIT-T G.650.2:2002, Définitions et méthodes de test applicables aux
attributs se rapportant aux caractéristiques statistiques et non linéaires des fibres et cables
optiques monomodes
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CALIBRATION OF OPTICAL TIME-DOMAIN
REFLECTOMETERS (OTDR)

1 Scope

This International Standard provides procedures for calibrating single-mode optical time
domain reflectometers (OTDR). It only covers OTDR measurement errors and uncertainties.

This standard does not cover correction of the OTDR response.

In order for an OTDR to qualify as a candidate for complete calibration using this standard, it
must be equipped with the following minimum feature set:
a) a programmable index of refraction, or equivalent parameter;

b) the ability to present a display of a trace representation, with a logarithmic power scale
and a linear distance scale;

c) two markers/cursors, which display the loss and distance between any two points on a
trace display;

d) the ability to measure absolute distance (location) from the OTDR's zero-distance reference;

e) the ability to measure the displayed power level relative to a reference level (for example,
the clipping level).

f) the ability to evaluate the reflectance of a reflective event.
2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-1 (all parts), Optical fibres — Part 1: Measurement methods and test procedures

IEC 60793-1-40, Optical fibres — Part 1-40: Measurement methods and test procedures —
Attenuation

IEC 60794-1-2, Optical fibre cables — Part 1-2: Generic specification — Basic optical cable
test procedures

IEC 61300-3-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-2: Examinations and measurements — Polarization
dependence of attenuation in a single-mode fibre optic device

ITU-T Recommendation G.650.1:2004, Definitions and test methods for linear, deterministic
attributes of single-mode fibre and cable

ITU-T Recommendation G.650.2:2002, Definitions and test methods for statistical and non-
linear attributes of single-mode fibre and cable





